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基于极大似然法的真空荧光显示器寿命预测研究

张建平　　王睿韬

（上海电力学院能源与环境工程学院，上海 ２０００９０）

摘要：为了在短时间内获得真空荧光显示器（ＶＦＤ）的寿命信息，通过加大其灯丝温度建立了加速寿命试验模型，
开展了４组恒定应力加速寿命试验．采用威布尔函数描述ＶＦＤ寿命分布，利用极大似然法（ＭＬＥ）及其迭代流程
图估计出形状参数和尺度参数．通过最小二乘法确定了 ＶＦＤ加速寿命方程，对 ＶＦＤ寿命是否符合威布尔分布
进行了ＫｏｌｍｏｇｏｒｏｖＳｍｉｒｎｏｖ检验，并利用自行开发的寿命预测软件计算出平均寿命和可靠寿命．数据统计分析
结果表明，试验设计方案正确可行，ＶＦＤ的寿命服从威布尔分布，ＶＦＤ加速模型符合线性阿伦尼斯方程．所提出
的试验方法和估计出的ＶＦＤ寿命对生产厂商和用户有很强的指导意义．
关键词：真空荧光显示器；加速寿命试验；恒定应力；威布尔分布；极大似然法
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